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Przedmiot zamówienia: Tomograf terahercowy (aktywny) – 1 szt., o zakresie spektralnym 0,06-5,5 THz z wyposażeniem (całość zwana łącznie „systemem”).


	
Parametry wymagane
	
Parametry oferowane


	Parametry techniczne

	urządzenie o zakresie spektralnym nie gorszym niż 0,06-5,5 THz (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7)
	

	pokojowa temperatura pracy źródła
	

	zakres dynamiczny >95 dB (warunek musi być spełniony dla opisanych poniżej elementów składowych systemu nr 2, 3 i 7)
	

	urządzenie musi dawać możliwość obrazowania w trybie odbiciowym i transmisyjnym
	

	urządzenie musi być wyposażone w komputerowo sterowany stolik zapewniający obrót mierzonych obiektów
	

	urządzenie musi być wypsażone w min. 2 moduły do pomiarów w różnych polach pomiarowych
	

	Wymagania dodatkowe
System musi składać się z następujących elementów:

	1.	jednostki głównej systemu - spektrometru
	

	2.	głowic pomiarowych do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym
	

	3.	głowic pomiarowych do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym
	

	4.	głowicy pomiarowej zintegrowanej w postaci nadajniko-odbiornika ze sprzężeniem światłowodowym,

	

	5.	modułu do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki,

	

	6.	modułu umożliwiającego 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki,

	

	7.	zewnętrznego przedziału pomiarowego do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play”.

	

	1.	Spektrometr:


	•	system zintegrowany, w zamkniętej obudowie spełniający wymogi bezpieczeństwa pracy z laserem klasy I dla pomiarów standardowych,
	

	•	spektrometr pracujący w oparciu o metodę TDS (Time Domain Spectroscopy) z nadajnikiem i odbiornikiem wyposażonymi w anteny fotoprzewodzące,
	

	•	wyposażony w pojedynczy femtosekundowy laser 780nm (+/- 3nm) z szerokością pulsu nie przekraczającą 90 fs o częstotliwości repetycji co najmniej 80 MHz i średniej mocy co najmniej 65 mW,
	

	•	bez konieczności rekalibracji linii opóźniającej przed lub w trakcie pomiarów,
	

	•	zakres skanowania do co najmniej 3200ps z gwarancją osiągnięcia 850ps we wszystkich modułach pomiarowych,
	

	•	obrazowanie z szybkością nie gorszą niż 8 skanów (waveforms) przy 100ps i 4 skany przy 200ps,
	

	•	obrazowanie z dedykowaną linią opóźniającą o parametrach nie gorszych niż: 40ps - 100 skanów (waveforms) na sekundę,
	

	•	dedykowane oprogramowanie do rejestracji i analizy widm oraz obrazowania z wyświetlaniem obrazów 3D,
	

	•	zestaw narzędzi typu SDK (software development kit) z interfejsem RPC (remote procedure call) umożliwiający tworzenie oprogramowania z własnym interfejsem graficznym i metodami obróbki danych, 
	

	•	kompatybilna jednostka obliczeniowa wraz z dwoma monitorami min. 27” umożliwiająca sterowanie systemem oraz analizę uzyskanych danych pomiarowych ,
	

	•	przystosowany do współpracy z wymiennymi głowicami pomiarowymi opisanymi w punktach 2, 3 i 4. 
	

	2.	Głowice pomiarowe do pracy z wiązką zogniskowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym


	•	długość światłowodów co najmniej 3m
	

	•	2 pary wymiennych soczewek ogniskujących - o ogniskowej 7mm i 18mm
	

	3.	Głowice pomiarowe do pracy z wiązką skolimowaną z parą anten fotoprzewodzących (odbiorniki i nadajnik) ze sprzężeniem światłowodowym


	•	długość światłowodów co najmniej 3m
	

	•	soczewki zapewniające uzyskanie wiązki skolimowanej
	

	4.	Głowica pomiarowa zintegrowana w postaci nadajnikoodbiornika ze sprzężeniem światłowodowym


	•	zakres spektralny nie gorszy niż: 0,06 THz do 4 THz
	

	•	soczewka z ogniskową 7mm
	

	•	wymiary głowicy nie przekraczające 85mm x 175mm x 55mm
	

	•	długość światłowodów co najmniej 3m
	

	[bookmark: _Hlk111549895]5.	Moduł do obrazowania i spektroskopii z przesuwem próbki


	•	przeznaczony do dwuwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki
	

	•	zakres przesuwu co najmniej: 15x15cm
	

	6.	Moduł umożliwiający 6-cio osiowe pozycjonowanie próbki: 


	•	przeznaczony do trójwymiarowego obrazowania próbek w trybie transmisyjnym i odbiciowym przy pomocy źródła i detektora; detektor może być umieszczony po każdej stronie próbki
	

	•	zakres przesuwu co najmniej: 50x50mm
	

	7.	Zewnętrzny przedział pomiarowy do pomiarów spektroskopowych przy pomocy wymiennych modułów "plug-and-play"


	•	z połączeniem światłowodowym ze spektrometrem
	

	•	wyposażony w moduł do pomiarów transmisyjnych
	

	•	z możliwością rozbudowy o co najmniej następujące dodatkowe moduły: do pomiarów widm metodą ATR, do mapowania w transmisji, kompaktowy moduł do obrazowania odbiciowego, do pomiarów metodą odbicia zwierciadlanego z kątem 45°
	




	


………………….…………………..………………………
(kwalifikowany podpis elektroniczny osoby                                   uprawnionej do reprezentacji)
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